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EMENTA

Aspectos teóricos:
Princípios de cristalografia; Propriedades dos Raios X; Aplicações da difração de Raios X;
Métodos experimentais; Introdução ao Refinamento Rietveld; Tamanho de cristalito: métodos de
Scherrer e Williamson-Hall.

Aspectos experimentais:
Técnicas de preparação de amostras policristalinas para difração de Raios X; Medidas
experimentais por difração de Raios X; Banco de dados e a identificação de compostos cristalinos;
Apresentação de programas para análises de dados; Análise de dados de difração de Raios X.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Aulas teóricas
1. Introdução a cristalografia. (2h)
2. Estrutura Cristalina, rede de Bravais e simetrias de Cristais. (4h)
3. Produção, Propriedades e Detecção dos Raios-X. (4h)
4. Difração de Raios-X. (4h)
5. Fator de espalhamento atômico. (2h)
6. Largura dos picos de difração. (2h)
7. Métodos Experimentais de Difração de Raios-X. (6h)
8. Caracterização de Materiais por Difração de Raios-X. (4h)
9. Métodos de refinamento Rietveld de estruturas cristalinas. (6h)

Aulas experimentais
10.Preparação de amostras policristalinas para DRX. (6h)
11.Medidas experimentais de difração de Raiox X. (6h)
12.Banco de dados e a identificação de compostos cristalinos. (4h)
13.Análise de dados de difração de Raios X – FullProf. (6h)
14.Análise de dados de difração de Raios X – PcrystalX-Web. (6h)
15.Utilização dos métodos de Scherrer e Williamson-Hall. (6h)
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